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Tipo de asignatura: TEORICO-PRACTICA
Modalidad de la asignatura: CURSO

ASIGNATURA PRECEDENTE: Ninguna.

ASIGNATURA SUBSECUENTE: Ninguna.

OBJETIVO(S):

Explicar los principios tedricos del funcionamiento del MEB.

Identificar las partes que constituyen al microscopio electréonico de barrido (MEB) y al
equipo accesorio.

Distinguir qué tipo de sefial y detector utilizar para obtener un determinado tipo de
informacion del espécimen.

Practicar los pasos que involucra el procesamiento de muestras conductoras, no
conductoras y de preparacion de réplicas, para ser observadas en el MEB.

Comprender los fundamentos de microanalisis quimico y su aplicacion para resolver un
problema determinado.

Aplicar de manera elemental la técnica de microscopia electronica de barrido (MEB).

UNIDADES TEMATICAS

NUMERO DE UNIDAD
HORAS POR
UNIDAD
4T—2P 1. HISTORIA DE LA MICROSCOPIA ELECTRONICA.
6 h. 1.1. Origen de los microscopios electronicos de barrido (MEB) y de

transmision (MET).
1.2. Origen de la técnica de microanalisis quimico por rayos "X".
1.3. Nuevos equipos en el area de la microscopia electrdonica.

18T—12P |2. éQUE ES UN MICROSCOPIO ELECTRONICO DE BARRIDO?
30 h. 2.1. Principales componentes del MEB.

2.2. Comparacion entre los microscopios electronicos de
transmision y de Barrido.

2.3. Poder de resolucion.

2.4. Funcion de cada uno de los constituyentes del MEB.

2.5. Generacion del haz de electrones primario.

2.6. Saturacion del filamento.

2.7. Geometria 6ptica elemental.

2.8. Lentes electromagnéticas.

2.9. Aberraciones de las lentes.

2.10. Principios basicos sobre la formacion de imagen (distancia de
trabajo, profundidad de campo, voltaje de aceleracion, corriente
del haz.

2.11. Sistema de vacio.

2.12. Diferencias entre un microscopio electréonico convencional y
uno de bajo vacio.




2.13. Senales producidas en el MEB (electrones secundarios,
retrodispersados, rayos "X", etc).

2.14. Fisica de los procesos que ocurren durante la interaccion
electron-muestra.

2.15. Sistema de deteccion.

2.16. Practicas de laboratorio.

18T—12P |3. APLICACION DEL MEB EN EL ESTUDIO DE LOS MATERIALES.
30 h. 3.1. Teoria del procesamiento de muestras conductoras, no

conductoras y réplicas.

3.2. Procesamiento de muestras.

3.3. Manejo del MEB.

3.4. Interpretacion de imagenes formadas por electrones
secundarios y por electrones retrodispersados.

3.5. Analisis de rasgos caracteristicos de muestras metalicas y de
otros materiales en el MEB.

3.6. Practicas de laboratorio.

8T---6P 4. MICROANALISIS QUIMICO

14 h. 4.1. Nomenclatura de los rayos "X".

4.2. Modalidades del microanalisis EDS de rayos "X".
4.3. Analisis quimico cualitativo y cuantitativo.

4.4. Practicas de laboratorio.

SUMA: 48T - 32P

BIBLIOGRAFIA BASICA
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Vol.10 , USA, 1986.

2. Scanning electron Microscopy. Metallography and Microstructure. Metal Handbook, Vol.
9, USA, 1978.

3. Electron probe X-Ray microanalysis. In Metal Handbook. 9a. Ed. Vol. 10, USA, 1986.

4. Cheremisinoff, Nicholas P. (Ed.), Principles of Scanning Electronic Microscope (SEM) for
structural characterization. In Handbook of Advanced Materials Testing, USA, 1995.

5. Goldstein, J. I., Newbury, E., Echlin, P., Joy, D., Fiori, C. and Lifshin, E., Scanning
Electron Microscopy and X-Ray Microanalisys, New York, , Plenum Press. 1984.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTARIA
1. Metals Handbook, Fractography and atlas of fractographs. 8th Ed. Vol. 9, USA, 1986.
2. Metals Handbook, Metallography and microstructures, 9°. Ed. Vol. 9, USA, 1985.

SUGERENCIAS DIDACTICAS

Lectura de articulos en inglés relacionados con la microscopia electronica y microanalisis
quimico.

Exposicion por parte del alumno de temas especificos, complementados por el profesor.

Uso de diapositivas como material didactico en algunas clases impartidas por el profesor.
Planteamiento de problemas en metales y en materiales que pueden ser resueltos utilizando
como herramienta al MEB.

FORMA DE EVALUAR

Dos examenes: uno parcial y uno final.
Resolucion de problemas en cuestionarios.
Exposiciones.

Practicas de laboratorio.

Asistencia.

PERFIL PROFESIOGRAFICO DE QUIENES PUEDEN IMPARTIR LA ASIGNATURA

Técnico académico con especialidad a nivel de posgrado en el area de la microscopia
electronica de barrido, con experiencia en la docencia y capacitacion de personal
relacionada con el area, asi como en la aplicacion de la técnica de microscopia electronica
de barrido en el estudio de los metales y de otros materiales, que involucra el
procesamiento de muestras metalargicas.




